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名盛会。ICRMS先后为来自中国、美国、加拿大、日本、挪威、瑞典、法国、伊朗、意大利
国、俄罗斯、韩国、立陶宛、奥地利、新加坡等国家，世界各地RMS领域的专家、学者、工程
供了相互交流的学术平台．通过国际间的合作，使世界各地RMS领域的专家、学者、工程技术
地了解可靠性、维修性、安全性技术的研究动态和学术前沿。

多年来，ICRMS旨在加强国际间有关RMS的技术交流，为促进各国RMS技术进步，搭建国
论坛发挥了重要作用。

召开时间：2014年8月6日至8日(3天)
会议地点：广州市白云国际会议中心
大会主办方：中国电子学会、中国机械工程学会、中国仪器仪表学会、中国兵工学会、中国宇寓

国航空学会、中国现场统计学会
大会承办方：中国电子产品可靠性与环境试验研究所、电子元器件可靠性物理及其应用技术重J；

中国电子学会可靠性分会
大会合作方：香港城市大学、华南理工大学、北京工业大学、中国质量协会等
大会主题：产品更可靠，生活更安全

支持媒体：《电子产品可靠性与环境试验》杂志
ICRMS’2014(Guangzhou)将出版论文集，由IEEE收录并进入EI检索，为作者提供一个更好的
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